
通过监测纳米薄膜变化

来提高涂层质量

布鲁斯特角显微镜和 LB / LS 仪器的联用

可以使纳米颗粒沉积可视化。

在沉积之前对薄膜进行分析，确保薄膜达

到最优的性能：完美的薄膜结构和均匀性

为下一步实验测试节省了时间。

如何制备和表征

密度可控的单分子层薄膜

使用纳米颗粒制备薄膜镀层材料日益受到了人们的重视，并且被广泛应用到如显示器、传感器、医疗器械、

储能和能量收集材料等各种现代产品和研究领域。众所周知，能制备出同时满足最优堆积密度、分子取向、

特定膜厚等诸多要求薄膜一直是科学研究中的重大挑战。薄膜的特殊物理性质决定了其在应用中的性能和

工作效率。

精密的薄膜制备技术

垂直镀膜Langmuir-Blodgett (LB)：样品垂直运动，单分

子层膜转移到样品表面。

水平镀膜Langmuir-Schaefer (LS)：样品水平运动，单分

子层膜转移到样品表面。

采用以上方式可以将单分子层膜以确定的分子密度、

厚度以及样品均一性，转移到固体基材表面。

在纳米颗粒薄膜制备中，最为精密的沉积技术

就包括了KSV NIMA 的Langmuir-Blodgett (LB) 技

术和 Langmuir-Schaefer (LS) 技术。

Langmuir薄膜制备是通过将沉积材料限定在一

个盛有液相的浅槽体里（3）。漂浮在液相上方的

单分子层材料受到一对滑障（2）的挤压，其单位

分子占据的面积会变小。

压力传感器（4）此时会检测到由于分子密度改

变而导致的表面压变化。
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4. 表面压力传感器    

5. 浸渍镀膜头（LB选件） 

6. 界面单元

1. 框架    

2. 滑障    

3. 槽体
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如何制备和表征

密度可控的单分子层薄膜

KSV NIMA 单分子层薄膜制备解决方案

—— 制备纳米颗粒薄膜的强大工具

精确控制分子堆积密度

精确控制镀膜厚度

能够实现大面积、各向同性分子沉积

可进行多组分、多层膜的沉积

能够在任何固体基材上沉积镀膜

布鲁斯特角显微镜可以对预沉积薄膜进行

检测，镀膜质量提前掌控

KSV NIMA 中型 LB 膜分析仪

KSV NIMA MicroBAM 布鲁斯特角显微镜

KSV NIMA 薄膜制备解决方案的主要特点：

Langmuir-Schaefer 夹具

搭配真空泵使用的小型LS夹具

搭配真空泵使用的

大型LS夹具
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